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SrVO3(110)薄膜の in situ ARPESにおける k⊥-broadeningの効果 
Effect of k⊥-broadening on in situ ARPES spectra of SrVO3(110) thin films 
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1   はじめに 
真空紫外光領域の光電子分光においては、光電子

の脱出深さが数 Å 程度と短いために試料垂直方向の
運動量にぼけが生じる、所謂”k⊥-broadening”効果[1]
が顕著になることが知られている。今回我々は、こ

の k⊥-broadening が角度分解光電子分光（ARPES）
スペクトルに与える効果について調べるために、異

なる面方位の SrVO3薄膜における in situ ARPES 測
定を行なった。SrVO3 においては、各 t2g 軌道（dxy, 
dyz, dzx）がそれぞれの面に対して 2 次元的な電子状
態を持つため、各軌道由来のバンド構造の k⊥ -
broadening 効果を分離して特定できることが期待さ
れる。 
 
2   実験 

SrVO3薄膜の作製及び in-situ ARPES 測定は、BL-
2A MUSASHIに設置された in situ ARPES＋レーザー
分子線エピタキシー（MBE）複合装置を用いて行な
った。SrVO3(110)および(001)薄膜は、レーザーMBE
法を用いて Nb:SrTiO3(110)および(001)基板上に作製
した。作製した試料を大気に曝すことなく真空中を

測定槽まで搬送し、in-situ ARPES測定を行なった。
ARPES 測定は、測定温度 20 K の条件下で、エネル
ギー分解能と角度分解能をそれぞれ 20 meV と 0.2°
に設定して行なった。さらに、偏光を水平（LH）
または垂直（LV）と切り換えることで、偏光依存
の ARPES測定を行なった。 

 
3   結果および考察 
図１に得られた結果を示す。まず、SrVO3(110)薄

膜におけるバンド分散に注目すると、dxyバンド（図

1(a)）に比べて、dyz/dzx バンド（図 1(b)）の ARPES
ピーク幅がかなり広がっていることがわかる。一方

で、このピーク幅の広がりは、(001)面における結晶
学的に等価な方向においては観測されていない（図

1(c)）。そこで、このピーク幅の広がりが測定面
（挿入図参照）に対する各バンドの対称性に起因し

ていると考え、 k ⊥ -broadening 効果を考慮した

ARPES スペクトルのシミュレーションを行なった
ところ、実験結果が良く再現された。 
 

 
 
図１：SrVO3薄膜におけるΓ-M 方向の in situ 偏
光依存 ARPES。(110)面において偏光を(a) LH お
よび(b) LVとして得られた結果。(c) (001)面での
結果。 
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4   まとめ 
面方位の異なる SrVO3薄膜における in situ偏光依

存 ARPES から、dyz/dzxバンドの ARPES ピーク幅が
面方位により顕著に異なることを明らかにした。さ

らに k⊥-broadening 効果を考慮した ARPES スペクト
ルのシミュレーションを行なったところ、実験結果

が良く再現された。このことから、ARPES スペク
トルの面方位依存性を理解するためには、各軌道の

ARPES 測定面に対する対称性が重要であると考え
られる。 
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